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Dimension FastScanDimension FastScan  
THe World’s Fastest THe World’s Fastest 

AFMAFM   

23 Novembre 201123 Novembre 201123 Novembre 2011   
I ITI ITI IT---CNICNICNI   

P.zza S. Silvestro, 12 PisaP.zza S. Silvestro, 12 PisaP.zza S. Silvestro, 12 Pisa   
   

ProgrammaProgrammaProgramma   

      9.159.159.15   RegistrazioneRegistrazioneRegistrazione   

10.0010.0010.00   Stato dell’arte delle tecnologie Bruker Stato dell’arte delle tecnologie Bruker Stato dell’arte delle tecnologie Bruker             

         SPM SPM SPM (2M Strumenti)(2M Strumenti)(2M Strumenti)   

10.3010.3010.30   Dimension FastScan: scansione 100 volte Dimension FastScan: scansione 100 volte Dimension FastScan: scansione 100 volte 

         più veloce, frame rate dell’ordine del sepiù veloce, frame rate dell’ordine del sepiù veloce, frame rate dell’ordine del se---

         condo condo condo (H. Stadler(H. Stadler(H. Stadler———Bruker Europe)Bruker Europe)Bruker Europe)   

11.3011.3011.30   ScanAsyst HR: scansione del tutto autoScanAsyst HR: scansione del tutto autoScanAsyst HR: scansione del tutto auto---

         noma ad alta velocità su Multimode 8noma ad alta velocità su Multimode 8noma ad alta velocità su Multimode 8   

         (S. Pergolini(S. Pergolini(S. Pergolini———2M Strumenti)2M Strumenti)2M Strumenti)   

12.0012.0012.00      SPM on grapheneSPM on grapheneSPM on graphene   

            (P. Pingue(P. Pingue(P. Pingue———CNR NESTCNR NESTCNR NEST---SNS Pisa)SNS Pisa)SNS Pisa)   

12.3012.3012.30   Ultrasonic Force Microscopy: Mechanical Ultrasonic Force Microscopy: Mechanical Ultrasonic Force Microscopy: Mechanical 

         Characterization of Surfaces and InterfaCharacterization of Surfaces and InterfaCharacterization of Surfaces and Interfa---

         cescesces   

         (F. Dinelli(F. Dinelli(F. Dinelli———CNR INO Pisa)CNR INO Pisa)CNR INO Pisa)   

22 Novembre 201122 Novembre 201122 Novembre 2011   
Fac. Scienze, Aula 204Fac. Scienze, Aula 204Fac. Scienze, Aula 204   
via Celoria, 20 Milanovia Celoria, 20 Milanovia Celoria, 20 Milano   

   
ProgrammaProgrammaProgramma   

13.3013.3013.30   RegistrazioneRegistrazioneRegistrazione   

14.0014.0014.00   Stato dell’arte delle tecnologie Bruker  Stato dell’arte delle tecnologie Bruker  Stato dell’arte delle tecnologie Bruker  

         SPM (2M Strumenti)SPM (2M Strumenti)SPM (2M Strumenti)   

14.3014.3014.30   Dimension FastScan: scansione 100 volte Dimension FastScan: scansione 100 volte Dimension FastScan: scansione 100 volte 

         più veloce, frame rate dell’ordine del sepiù veloce, frame rate dell’ordine del sepiù veloce, frame rate dell’ordine del se---

         condo condo condo (H. Stadler(H. Stadler(H. Stadler———Bruker Europe)Bruker Europe)Bruker Europe)   

15.3015.3015.30   ScanAsyst HR: scansione del tutto autoScanAsyst HR: scansione del tutto autoScanAsyst HR: scansione del tutto auto---

         noma ad alta velocità su Multimode 8noma ad alta velocità su Multimode 8noma ad alta velocità su Multimode 8   

         (S. Pergolini(S. Pergolini(S. Pergolini———2M Strumenti)2M Strumenti)2M Strumenti)   

16.0016.0016.00   Investigation of interfacial properties  of Investigation of interfacial properties  of Investigation of interfacial properties  of 

         nanostructured films by Atomic Force Minanostructured films by Atomic Force Minanostructured films by Atomic Force Mi---

         croscopycroscopycroscopy   

         (A. Podestà(A. Podestà(A. Podestà———   Dip. di Fisica e CIMAINA, Dip. di Fisica e CIMAINA, Dip. di Fisica e CIMAINA, 

         Università degli Studi di Milano)Università degli Studi di Milano)Università degli Studi di Milano)   


